TAUM BULTEN

1999 yilindan bugiine akademisyen ve arastirmacilara hizmet veren Erciyes iiniversitesi
Teknoloji Arastirma ve Uygulama Merkezi (TAUM), cihaz ve ekipman envanterini
genisleterek degerli arastirmacilarimiza daha i1yi ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflemistir. Bu

baglamda;

1- X-Ism Difraksiyon (XRD) cihazinin alim siireci tamamlanmis olup cihaz yaklasik 4
ay gibi bir siire igerisinde siz degerli arastirmacilarimiza hizmet verecektir. Bu cihaz
ile;

e Her tiirlii toz numunelerin 6l¢timii ve faz karekterizasyonu,

e Tiim ince film numunelerinin faz karakterizasyonu ve film kalinlig1 tespiti,

e 1200 °C’ ye kadar numuneyi 1sitarak her bir sicaklik araliginda veya istenilen
sicaklikta numune faz degisimi ve karakterizasyonu,

e Atik gerilim (Stress), 6zyap1 (Texture), reflektometre, SAXS analizleri,

e Malzemelerin kalitatif ve kantitatif (Rietweld) analizleri yapilabilmektedir.



2-  Sogutmali Degirmenler

Laboratuarda yumusak, hareketli yada 1siya duyarli materyallerin pargalanmasi ve homojen
hale getirilmesi sik¢a karsilasilan problemlerdendir.

Bir ¢cok 6rnek “ polimer, besin maddesi, biyolojik 6rnekler yada farmasotik etkiye sahip
maddeler gibi” katiliklarindan yada oda sicakliginda 1siya duyarli olduklarindan geleneksel
yontemlerle parcalanamazlar. Bu amagla sogutmali dgiitiiciiler(Kyromiihle) bu zor olan
oglitmelerde rahatlikla kullanilir. S6yle ki oda sicakliginda parcalanmayan yada ¢ok 1yi
ogiitillemeyen 6rnekler ve kolay ugucu 6zelliklere sahip olan kolayca disari sizan 6rnekler
icin uygundur.

Kati sert dayanikli polimerlerin, deri yada tekstil iiriinlerin, besin maddelerinin, bitkisel,
hayvansal(insanla ilgili) doku 6rneklerinin DNA/RNA ekstraktlarinin 6giitiilmesi ve
pargalanmasinda kullanilir. Bu 6giitme prensibi olduk¢a dahiyane ve basittir. Ogiitme
kolonuna numune doldurulur, kolonun i¢ine gubuk formunda 6giitme aparati konularak,
kolonun her iki ucu magnet olan 6zel parcalarla kapatilir. Degirmenin haznesi siv1 azotla
doldurulur ve pargalanacak iiriin kolonun degirmen haznesine yerlestirilir. Kapatildiktan sonra
¢ok iyi izole olan 6giitme sistemi(-196 "C) gelir ve drnek burada hem sogutulur hem de
gevreklesir. Kolon igerisindeki ¢ubuk sayesinde tamamen toz haline getirilir; 6Zilitme
esnasinda sicaklik sabit kalir ve sivi azotla temasi olmaz, bdylece kontaminasyon riski s6z
konusu degildir.

Komple 6giitme ve diger islemler LCD ekranda goriiliir, yapilan islemeler buradan izlenir.

Ogiitme kolonu kapasitesi cihaza ve kolona gore degisir. 0,1- 5 g aras1 dgiitiilecek materyal
konulabilir.

Sogutmal1 degirmenle yapilan bazi ¢aligmalar;

- Sogutmal1 degirmenle 6giitiilen kikirdak dokusundan RNA ekstrakta edilebilmektedir.
- Piring kabugunun bilesenlerinin analizindeki 6giitmede,

- Polimer 6rneklerinin kalitatif ve kantitatif analizleri i¢in 6giitme isleminde,

- Ev ¢oplerinin elementel analize hazirlanmasinda ve

- Kemiklerin 6giitiilmesi gibi bir ¢ok alanda kullanilir.



Ayrica merkezimiz biinyesinde bulunan 10L, 30L ve 50 L’ lik sivi azot devarlarini
zimmet karsihginda ihtiyac duyan akademisyenlerimizin iicretsiz olarak
kullanmasina imkan saglanmaktadir.

Merkezimizdeki FESEM cihazina alinan Plazma Cleaner ¢ok yakinda hizmet vermeye
baslayacaktir.

e Numune iizerinde olusan hidrokarbonlar veya kirlilikler FESEM incelemesi
esnasinda artifaklar veya kontaminasyonlar olusturarak iyi goriintii almay1 ve
numune Yyapisinin 1iyi goriinmemesine neden olmaktadir. Harici olarak
yapilacak plazma cleaner isleminde yiiksek enerjili iyonlar 6zellikle ince film
numunelerine zarar verebilmektedir. FESEM cihazina monte edilerek
tamamen numune odasinda yapilan plazma temizleme isleminde daha diisiik
enerjili iyonlar numune ylizeyine zarar vermeden numune iizerindeki hidro
karbonlar1 temizleyerek numune ylizeyinde kontaminasyon olusumunu
Oonlemekte ve numune yapist ile ilgili daha iyi goriintiler alinmasin
saglamaktadir.
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e Kirli numune tutucular, kirli numuneler, pompa yagi ....vb etmenlerden dolay1
numune odasi da zaman igerisinde kirlenebilir. Béyle durumlarda sadece
numune yiizeyinin temizligi iyi gorlintiileme yapmak i¢in yeterli olmayabilir.
Numune odasindan gelecek kontaminasyonlar1 da engellemek i¢in periyodik
olarak numune odasi temizlenerek daha iyi goriintiiler alinabilir.



EHT = B.0OKV Signal A = CZ 850

EHT = 800KV Signal A = CZ 85D Dot & Now 2012
WO = 51mm Mag = 1500K X

WO = 53mm Mag = 15.00 KX Tarm 10,0243

4- Merkezimiz biinyesinde hizmet veren X-Isin1 Floresan spektrometresi (XRF)
cihazina alinan WROXI Programi ve Standart seti ile tiim seramik ve ¢imento bazl
ornekler kantitatif olarak ¢ok daha hassa bir sekilde analiz edilebilecektir.
Merkezimiz bu program ve standart seti ile Ozellikle liniversite sanayi igbirligi
blinyesinde sehrimiz ve ¢evresindeki seramik firmalarina hizmet vererek tiniversite
sanayi igbirligini gelistirmeyi amaglamaktadir.
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